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Abstract (en)

At least one of the parameters influencing the quality of the sprayed layer is recorded, checked and/or monitored by means of a digital camera. An
Independent claim is given for the apparatus used to implement the process, and which includes a digital camera.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung einer Spritzschicht auf der Oberflache eines Substrates, wobei ein gegebenenfalls an- oder
aufgeschmolzener Zusatzwerkstoff unter Einsatz eines Gases oder Gasgemisches auf die zu beschichtende Oberflache des Substrates geleitet
wird, sowie eine zugehdrige Anlage zur Erzeugung der Spritzschicht mittels eines thermischen Spritzverfahrens, wobei die Anlage Mittel zum
Zufthren des Zusatzwerkstoffes und des Gases oder Gasgemisches umfaf3t. Erfindungsgeman wird mittels einer digitalen Kamera zumindest ein
die Qualitat der Spritzschicht beeinflussendes Merkmal des thermischen Spritzprozesses erfaf3t, kontrolliert und/oder Gberwacht. Als Digitalkamera
kdnnen sowohl digitale Bildkameras wie auch digitale Videokameras eingesetzt werden. Mit Vorteil kann die Erfassung, Kontrolle und/oder
Uberwachung mit der digitalen Kamera zur Regelung und gegebenenfalls zur Optimierung eines oder mehrerer Parameter verwendet werden.
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